Instrukcja robocza do ¢wiczenia 2

Pomiar naturalnej aktywnosci optycznej

I. Uklad pomiarowy

Polaryskop sktada si¢ z linowego polaryzatora i takiegoz analizatora. Polaryzator o§wietlony jest zrodlem
Swiatta bialego. Pomigdzy oboma tymi elementami, na specjalnym stoliku, umieszcza si¢ badane probki.

Rys.1. Uktad polaryskopowy uzyty w ¢wiczeniu

Do doktadnego odczytania ustawionego kata azymutu analizatora stuzy noniusz. Zasada jego dzialania
jest identyczna, jak zasada dzialania noniusza suwmiarki. Pozwala on na okreslenie wielkosci kata z
doktadnoscia 0,1° (Rys. 2).
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Rys.2. Noniusz analizatora

Dodatkowo, polaryskop znajdujacy si¢ w laboratorium umozliwia wstawienie pomigdzy analizator
a badane probki ¢wieréfalowki lub falowki. Stuzy do tego pokretto na obudowie analizatora (Rys.3). W
¢wiczeniu numer 2 tych ptytek fazowych si¢ nie uzywa, nalezy wigc sprawdzi¢, czy pokretto to jest w
pozycji ,,0”.



Rys.3. Pokretlo, stuzace do wstawiania ¢wieré¢falowki lub jednofalowki w bieg wiazki

Zestaw filtrow interferencyjnych znajdujacy si¢ w laboratorium obejmuje zakres od poczerwieni do
ultrafioletu. Na obudowie kazdej z probek znajduje si¢ liczba oznaczajaca dtugos¢ fali w nanometrach
przepuszczang przez filtr. Niektore z filtréw maja dtugos$¢ fali charakterystyczng dla wybranych linii
widmowych lamp spektralnych i sa oznaczone dodatkowymi symbolami literowymi.

UWAGA: Filtry interferencyjne mocowane sg za pomocg gwintu drobnozwojnego. Nalezy je nakrgcaé
delikatnie na obudowg analizatora (Rys.4).

Rys.4. Miejsce umieszczenia filtru interferencyjnego



I1. Przebieg ¢wiczenia

A) Pomiar zdolno$ci skrecajacej kwarcu dla wybranej dlugosci fali

1. Wstawiamy w uktad wybrany filtr interferencyjny.

Sugeruje si¢ wybranie filtru interferencyjnego o dlugosci fali odpowiadajacej dlugo$ciom lamp
spektralnych — mierzone skretnosci wiasciwe bedzie mozna wtedy tatwo poréwnaé z danymi
tablicowymi.

2. Ustawiamy krzyz polaryzacyjny bez probki w ukladzie. Polaryzator nie ma mozliwo$ci zmiany kata
azymutu, dlatego zmieniamy potozenie analizatora do uzyskania maksymalnego wygaszenia i notujemy
jego kat azymutu oo. W celu uzyskania doktadniejszej wielkosci kata oo czynno$é t¢ powtarzamy
kilkakrotnie szacujac jednoczesnie odchylenie standardowe tej wielkos$ci. Jezeli odchylenie standardowe
jest zbyt duze, nalezy zmieni¢ filtr.

3. Wstawiamy pierwszg probke do uktadu i obracajgc analizatorem znajdujemy maksymalne wygaszenie.
Notujemy kat azymutu analizatora. Czynno$¢ t¢ powtarzamy kilkakrotnie.

4. Nastepnie czynno$¢ te powtarzamy dla pozostatych probek. W zestawie sa 3 probki o grubosciach 1, 2
1 4 mm, ktére mozna taczy¢ ze soba, dzigki temu uzyskujemy 7 réznych grubosci probek, od 1 do 7 mm.
Umozliwi to wykonanie wykresu skrecenia plaszczyzny polaryzacji przez probki w funkcji ich grubosci i
w rezultacie obliczenia skrgtnosci wiasciwej kwarcu (z tego materialu wykonane sg probki).

B) Wyznaczenie zaleznos$ci zdolno$ci skrecajacej probki w funkceiji dtugosci fali

1. Wstawiamy w uktad wybrany filtr interferencyjny.

Wybieramy filtry interferencyjne z widzialnej cze$ci widma, a wiec 400-800nm. Ze wzgledu na
nierdwnomierna czuto$¢ oka na wybrane barwy a takze na mechaniczne zuzycie niektérych filtréw, dobor
ich zostawiamy PT Studentom.

2. Wstawiamy do uktadu badang probke.

Zaleca si¢ uzycie w tej czesci ¢wiczenia probki o grubosci 1 mm. Dzigki temu uniknie si¢ przeliczania
uzyskanych wynikéw na skretno$§¢ wiasciwg. Dodatkowo, zwtaszcza dla matych dtugosci fal, unikngé
mozna mozliwych pomylek zwigzanych z interpretacja miejsca wygaszenia — czy nie nastgpit obrét o
dodatkowe 180°. Tym niemniej, mozna uzy¢ probki o grubosci 2 lub 4 mm — uzyskuje sie¢ wigksza
doktadno$¢ wyniku.

3. Notujemy potozenie analizatora, dla ktoérego uzyskujemy maksymalne wygaszenie. Powtarzamy te¢
czynnos¢ kilkukrotnie, za kazdym razem notujac wartos$¢ kata azymutu analizatora. R6znica migdzy tym

potozeniem a potozeniem poczatkowym o, bedzie szukang skretnoscig badanej probki dla danej dtugosci
fali.

4. Zmieniamy filtr interferencyjny 1 powtarzamy pomiary. Wykonujemy w ten sposob seri¢ pomiarow dla
kilku filtrow interferencyjnych z widzialnej czg¢$ci widma, co umozliwi sporzadzenie wykresu zaleznos$ci
skretnosci wlasciwej kwarcu od dlugosci fali.



